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I I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 
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iroij innj-rmyw ArxrriM Notification of Transmittal of IntemaUonal 
1^ UK f u K 1 tULK At 1 lun Preliminary ExaminaUon Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/EP96/03330 


International filing date {day/month/year) Priority date {day/month/yeaf) 

29 July 1996 (29.07.1996) 03 August 1995 (03.08.1995) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 

G01J5/08 RECEIVED 

S5P 0 8 199/) 


Applicant 

RAYTEKGMBH GROUP 2100 



This Lntemational preluninary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to. Article 36, 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



I I This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
' — ' been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of \ sheets. 
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Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability, 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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Date of completion of this report 
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D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 


Authorized officer 
Telephone No. 49-89-2399-0 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EP96/03330 



L Basis of the report 



1 . This TCpoTi has been drawn on the basis oT {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 



the international application as originally filed. 
I I the description, pages , as originally filed. 



_ _ _ pages 
pages , 
pages , 

I I the claims, Nos. 

Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



_ , filed with'the demand, 
. , filed with the letter of 
_ , filed with the letter of 



, as originally filed, 

, as amended under Article 1 9, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



I I the drawings, sheets/fig . 

sheets/fig , 
sheets/fig , 
sheets/fig . 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/fig 



3 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
— to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary; 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



I. 


Statement 










Novelty (N) 


Claims 


1-14 


YES 


- 


----- 


Claims 


_ . _ - 


NO 




Inventive step (IS) 


Claims 


1-14 


YES 






Claims 




NO 




Industrial applicability (lA) 


Claims 


1-14 


YES 






Claims 




NO 


2. 


Citations and explanations 










1. In the following, claim 


1 will be interpreted as 






explained 


in Box VIII : 


"Observations on clarity" 





Claim 1 concerns a device for measuring temperatures 
with an additional sight arrangement for identifying 
the position and size of the spot to be measured. 



3 . Sight arrangements for temperature -measuring 
apparatus are known in the prior art . In this 
respect, for example, a laser beam is mechanically 
deflected in order to illuminate a ring about the 
spot to be measured (US-A-5 368 392) ; or a light 
source is simply faded into the beam path, for 
example, using an annular lens system (EP-A-0 458 
200, DE-A-3 603 464, US-A-4 494 881) . 

4 . The disadvantages of the known devices are that they 
can either be used only for a given measuring 
distance or they require a relatively large amount 
of adjustment and/or they are very expensive. 
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KG UBER DIE INTERNATIONAra'ZUSAMMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCX 



^ REC'D 1 8 APR 1997 

EvrrERNATIONALER VORLAUFIGER PRtlFUNCfeBERICHT 



(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



WlPO 



PCT 



Aktenzetchen des Anmelders oder Anwalts 
RSG 8379 WO 


WEITERES siehe Mitteilung Qber die Obersendung des internationalen 
VORGEHEN vorlaufigen Pnifungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 96/ 03330 


Internationales Anmeldedatum 
( TaglMonatfJahr) 

29/07/1996 


Prioritatsdatum ( TaglMonatfJahr) 
03/08/1995 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 

G01J5/08 


Anmelder 
RAYTEK GMBH et al. 



Der Internationale vorlaufige Prilfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen PrOfung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaO Artikel 36 ubermittelc 



Dieser BERICHT umfafit insgesamt 

□ 



Blatter einschlieBUch dieses Deckblatts. 



AuBerdem liegen dem Beri^t AN LAG EN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, AnsprUchen und/oder 
Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser Behorde vorgenom- 
menen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 



Diese Anlagen umfassen insgesamt , 



Blatter, 



Dieser Berit^t enthalt Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Punkten: 

I [x] Grundlage des Berichts 
II Q Priority 

III I I Keine Erstellung eines Outachtens Qber Neuheit, erfinderische T^tigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfmdung 

V ^ BegrUndete Feststellung nach Artikel 3S(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur StUtzung dieser Feststellung 

VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
VII [j^ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationaien Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
22/01/1997 


Datum der FertigsteUung dieses Berichts 

1 6. O'l. 97 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
PrUfung beauftragten Behorde 

^ Europaisches Patentamt 
D-80298 MUnchen 
.BfJi ™. ( + 49-89) 2399-0. Tx: 523656 epmu d 
Fax: ( + 49-«9) 2399^i4AS 


BevoUmachtigter Bedienslgtet^ — ^ 

Ch. Schmidt 

Tel. ~3Q5M 
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(P4/04/1997) 



INTERNATIONALER VORIAUFIGBR PRUFDNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP96/03330 



I. Grundlage des Bericbts 



1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Brsatzblatter, die dem Anmeldeanit auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihia 
nicht beigefugt, veil sie keine Anderungen enthalten.) . _ _ - - - - - 



(xj der internationalen Anieldung in der ursprunglich eingereichten Fassung. 



der Beschreibung, Seite/n , 
Seite/n 
Seite/n 
Seite/n 



in der ursprunglich eingereichten Fassung. 
eingereicht mit dem Antrag. 

eingereicht init Schreiben vom 

eingereicht mit Schreiben vom 



der Anspruche, Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 



in der ursprunglich eingereichten Fassung. 
in der nach Artikel 19 geanderten Fassung. 
eingereicht mit dem Antrag. 

eingereicht mit Schreiben vom 

eingereicht mit Schreiben vom 



der Zeichnungen, Blatt/Abb, 

Blatt/Abb. 
Blatt/Abb. 

Blatt/Abb. 



2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

[ ] Beschreibung: Seite 

[ ] Anspruche: Nr. 



in der ursprunglich eingereichten 
Fassung. 

eingereicht mit dem Antrag. 
eingereicht mit Schreiben 

vom . 

eingereicht mit Schreiben 
vom . 



( ] Zeichnungen: Blatt/Abb. 



[ 1 Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen {Regel 70.2 c)). 



4. Btwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Blatt 1) (Januar 1994) 




Internationales Aktenzeichen 
INTERNATIONAIiER VORLAUFIGBR PRUFDNGSBERICHT PCT/EP96/03330 



V. Begrundete Peststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Heuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
geverblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Brlauterungen zur Stutzung dieser Feststellung 



I, FSSTSTBLLONG 



Neuheit - - ~ - Anspruche 1 - 14 JA 

Anspruche NEIN 

Erf inderische Tatigkeit Anspruche 1 - 14 JA 

Anspruche NEIN 

Geverbliche Anwendbarkeit Anspruche 1 -14 JA 

Anspruche NEIN 



2. aNTERLAGBN UND BRLAUTERUNGEN 

1. Im folgenden wurde der Anspruch 1 so interpretiert wie 
unter Punkt VIII: Bemerkungen zur Klarheit dargestellt. 

2. Anspruch 1 betrifft eine Vorrichtung zur Teraperaturmes- 
sung mit einer zusatzlichen Visiereinrichtung zur Kenn- 
zeichnung der Lage und GroSe des MeSf leeks . 

3. Im Stand der Technik sind Visiereinrichtungen fur Tempe- 
raturmeSgerate bekannt . Dabei wird z.B. ein Laserstrahl 
mechanisch abgelenkt^um einen Ring urn den MeSfleck zu 
beleuchten (US-A-5 368 392) ; Oder eine Lichtquelle wird 
in dem Strahlengang einfach eingeblendet , z.B. mit einer 
Ringoptik (EP-A-0 458 200, DE-A-36 03 464, US-A-4 494 
881) . 

4. Die bekannten Vorrichtungen haben die Nachteile, dafi sie 
entweder nur fur eine bestimmte MeSentfemung brauchbar 
sind Oder einen relativ hohen Justageauf wand fordem 
und/oder sehr teuer sind. 
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INTBRNATIONALER VORIAUFIGER PRUFDNGSBBRICHT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP96/03330 



5. Aufgabe der Erfindung ist es eine einfache, entfemungs- 
unabhangige Kennzeichnung des MeSf leeks zu ermoglichen. 

6. Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dafi eine diffraktive 
Optik, vorzugsweise ein holograf isches Element, benutzt - 

-wird. Die dif f rakt:ive Optik erzeugt eine gewiinschte 
Lichtintensitatsverteilung zur Kennzeichnung des 
Mefif leeks . Diese Losung wird durch den zitierten Stand 
der Technik nicht nahegelegt, da die bekannten Vorrich- 
tungen eher mechanisch aufwendige Ablenksysteme oder 
einfache Blendensysteme betreffen. 

7. Die abhangigen Anspruche betreffen vorteilhafte Weiter- 
bildungen der Vorrichtung des Anspruchs 1 . 



Fonnblatt PCT/IPEA/409 (Blatt 3) (Januar 1994) 



lateraationales Akteazeicbea 
INTERNATIONALKR VORlAUFIGER PRUFDNGSBKRICHT PCT/EP96/03 330 



VIII. Bestionate Bemerkungen zur internationalen Aneeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in voiles 
Onifang durch die Beschreibung gestutzt warden, ist folgendes zu bemerken: 

1. Im Anspruch 1, unter Merkmal d) wird eine "diffraktive 
Optik (holograf isches Element 5b)" definiert. Es ist da- 
bei nicht klar, ob das holograf ische Element auch bean- 
sprucht wird, z.B. vorzugsweise, oder nur als Bezugszei- 
chen gemeint ist. Da im Anspruch 3 ein holograf isches 
Element eindeutig beansprucht wird, wurde der Anspruch l 
so interpretiert , dafi hier nur "vorzugsweise" ein 
holograf isches Element beansprucht wird. 

2. Der auf Seite 5 zitierte JP .Patentschrif t sollte wahr- 
scheinlich JP-A-57-22521 heiSen. 
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PCX 

ANTRAG 

Der Unterzeichneie beantragi, daO die vorliegende 
iniemationale Anmeldung nach dem Vertrag uber die 
intemationale Zusammenarbeii auf dem Gebiet des 


Internationales Aktenzeichen 


Internationales Anmeldedatum 


Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 


Patentwesens behandek-wird. 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewUnschi) 
(max. 12 Zeichen) RSG 83 79 WO 


Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 

TemperaturmeBgerat mit diffraktiver Optik 


Feld Nr. II ANMELDER 


Name und Anschrift: (Famiiienname, Vonwme: bei jurisnschen Personen volbtandige amtUche Bezeichnung. 

Bei der Anschrift siiui die Postleitzahi und der Name des Siaais anzugeberu ) 

Raytek GmbH 
ArkonastraBe 4 5-49 

13189 Berlin 


1 1 Diese Person ist 

' ' gleichzeitig Erfmder 

Telefonnr.: 
Telefax nr.: 
Femschreibnr: 


Staatsangehorigkeit (Staat): 
Bundesrepublik Deutschland 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 

Bundesrepublik Deutschland 


Diese Person ist Anmelder i 1 alle Bestim- | | allc Besiimmungssiaaienmit Ausnahme | | nurdie Vereinigicn 1 1 die im Zusarzfeid 
furfolgendeStaaten: 12?J mungsstaaien | | der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amerika | | angegebenen Staaien 


Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Name und Anschrift: (famiiienname, Vomame: bei juristiscben Personen voilsiandigeamilicheBezeichnung. 

Dei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben) 

Volker Schmidt (Physiker) 
Kuckhoffstr. 55 

13156 Berlin 


Diese Person ist: 
1 1 nur Anmelder 

1 x| Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nochstehenden 

Angaben nicht notig. ) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 

Bundesrepublik Deutschland 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

Bundesrepublik Deutschland 


Dicse Person ist Anmelder i 1 alle Bestim- j 1 alle Bestimmungsstaaten mil Ausnahme 1 ~~1 nurdie Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 
furfolgendeStaaten: | | mungsstaaien | | der Vereinigten Slaaten von Amerika | 3 Staaten von Amerika | | angegebenen Staaten 


[ I Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblait angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 


Die folgende Person wird hiermii bestellt/isi bestelll worden, um fiir den (die) Anmelder i 1 aw v" gemeinsamer 

vor den zustandigen intemationalen Behorden in foigender Eigenschaft zu handeln als: I I ^ Vertreier 


Name und Anschri f t : (Famiiienname. Vomame; bei juristischen Personen vollstandigeamtliche Beieichnung. 

Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staais anzugeben ) 

Dr . -Ing • Dr - jur . Volkmar Tetzner 
Dipl.-Ing. Michael Tetzner 
Dr.rer.pol. Thomas Tetzner 
Van-Gogh-Str . 3 
DE-81479 Munchen 


Telefonnr.: 

(0 89) 790 10 97 

Telefax nr.: 

(0 89) 79 23 00 

Femschreibnr.: 


1 1 Dieses Kastchen ist anzukreuzen. wenn kcin Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und stall dessen im obigen Feld 
1 1 eine spezielle Zusteilanschrift angegeben ist. 



Formblatt PCT/RO/IOl (Blatt 1) (5. Juli 1994; Nachdruck Januar 1996) Siehe Anmerkungen zu dieserii Antragsfornntlar 



Blalt Nr. 



Feld Nr. V BESTIMMUNC VON STAATEN 



Die folgenden Bestitnmungen nach Regel 4.9 Absaiz a werden hiermit vorgenomvnen (bine die enisprechenden Kdsichenankreuzen: wenigsims 
ein Kasichen muj} angekreuu werden): 

Regionales Patent 

I I AP ARIPO-Patent: KE Kenia. LS Lesotho. MW Malawi. SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda und jeder weiicre Siaai. 
der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 

I I EA Eurasisches Patent: AZ Aserbaidschan. BY Belarus, KZ Kasachstan, RU Russische Foderaiion, TJ Tadschikisian. 

TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentiibereinkommens und des PCT isi 
I I EP Europaisches Patent: AT Osterrelch, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein. DE Deutschland. 

DK Danemark, ES Spanien, FR Frankreich. GB Vereinigtes Konigreich, GR Griechenland, IE Irland. IT [(alien. 

LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaai 

des Europaischen Patentiibereinkommens und des PCT ist 

I I OA OAPI-Patent: BP Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d l voire. 

CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea. ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad. TC Togo 
und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPl und des PCT ist (falb eine andere Schutzrechisan oder ein sonsiiges 
Verfahren gewiinschi wird, bine auf der gepunkteien Linie angeben) 

Nationales Patent (falls eine andere Schuurechlsan oder ein sonsiiges Verfahren gewiinschi wird. bine auf der gepunkteien Linie angeben): 

r~l AL Albanien □ MD Republik Moldau 

AM Armenien 

AT Osterreich Q] 

AU Australien 

AZ Aserbaidschan Q 

BB Barbados Q 

BG Bulgarien Q 

BR Brasilien Q 

BY Belarus □ 

CA Kanada 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein 

CN China Q 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



Tschechische Republik 

Deutschland 

Danemark 

Estland 

Spanien 

Finnland 

Vereinigtes Konigreich 



CZ 
DE 
DK 
EE 
ES 
FI 
GB 

GE Georgien 

HU Ungam Q 

IS Island Q 

JP Japan Q 

KE Kenia □ 

KG Kirgisistan 

KP Demokratische Volksrepublik Korea 

Q UZ Usbekistan 

KR Republik Korea Q VN Vietnam 

KZ Kasachstan 

Kastchen fur die Bestimmung von Staaten (fiir die Zwecke eines 

LK i>n Lanka nationalen Patents), die dem PCT nach der Veroffentlichung 

LR Liberia dieses Formblatts beigetreien sind: 

LS Lesotho Q 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland □ 



MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

MVV Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Poien 

PT Portugal 

RO Rumanien 

RU Russische Federation 

SD Sudan 
SE Schweden 
SG Singapur 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan 

TR Turkei 

TT Trinidad und Tobago 

UA Ukraine 

UG Uganda 

US Vereinigte Staaten von Amerika 



Zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem 

PCT zulassigen Bestimmungen vor mil Ausnahme der Bestimmung von . 

Der Anmelder erklart, daB diese zusatziichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusaizliche 
Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaien ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde. nach Ablauf dicser Frist als vom 
Anmelder zu riic kgeno mmen gi 1 1 . ( Die Besiaiigung einer Bestimmung erfolgi durch die Einreichung einer Miiteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird. 
und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestatigungsgebiihr. Die Bestatigung mufi beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaien eingehen.) 



Formblait PCT/RO/101 (Blatt 2) (Januar 1996) 



Siehe Anmcrkttni'en zu dicsem Antrai^sfonniilar 




Feld Nr. VI PRIORITATSANSPRUCH Weitere Priori laisanspruche sind im Zusatzfeld angcgcbcn. | | 


Die Prioritac der folgenden friiheren Anme!dung(en) wlrd hiermit beanspruchi: 


Siaai 

\r\funciiic unci Lic^itfit/iiuit^i^tutit 

der Anmeldung) 


Anmeldedaium 
( Tag/Monat/Jahr) 


Akienzeichen 


Anmeideami 
(nur bei regionaler oder 
iniernationaler Anmeldung) 


^undesrepublik 
Deutschland 


3. August 1995 


195 28 590.5 


Deutsches 
Patentamt 


(2) 








(3) 








Dieses Kastchen ankreuieru wenn die beglaubigie Kopie der friiheren Anmeldung von de 

Anmeideami isi (eine GebUhr kann verUmgi werden): 
1 1 Das Anmeldeamt wird hienmit ersucht, eine beglaubigte Abs 
1 1 bezeichneten friiheren Anme!dung(en) zu ersiellen und dem 


mAmtausgestellt werden soil, das fiirdie Zweckedieser internationalen Anmeldung 
chrift der oben in Zeilp(n) 


[ntemationalen Biiro zu iibermiueln. 


Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 


Wahl der Internationalen Recherchenbehorde (ISA) (Sind iwei oder mehr Internationale 
Recherchenbehdrden fiirdie intemationale Recherche zustandig, ist der Name derBehdrde anzugeben, 
die die intemationale Recherche durchfuhren soil: Zweibuchstaben - Code genii^t) : ISA/ 



Friihere Recherche: AuszufUllen, wenn eine Recherche (intemationale Recherche, Recherche internationaler Art oder sonstige Recherche) bereits 
bei der internationalen Recherchenbehorde beontragt oder von ihr durchgefiihri worden ist und diese Behdrde nun ersucht wird, die iniemoiionalc 
Recherche soweit wie mdglich auf die Ergebnisse einer solchen friiheren Recherche zu stiitzen. Die Recherche oder der Recherchenanira^ isi durch 
A ngabe der betreffenden Anmeldung ( bzw. aeren Ubersetiung ) oderdes Recherchenantrogs zu bezeichnen. 



Staat (oder regionales Amt); Datum (Tag/Monat/Jahr) : Akienzeichen: 



Feld Nr. VIII KONTROLLISTE 



Diese intemationale Anmeldung umfaBt: 



1. Antrag 

2. Beschreibung 

3. Anspriiche 

4. Zusammenfassung 

5. Zeichnungen 

Insgesamt 



3 Blatter 

14 Blatter 

3 Blatter 

1 Blatter 

6 Blatter 

2 7 Blatter 



Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei; 

□ vSchl""^'^ ^^'"""'^^''^ 5- 0 BlattfurdieGebuhrenberechnung 

-y I v| Kopie der allgemeinen 6. | 1 Gesonderte Angaben zu hinier- 

L_2i Vollmacht I ' legten Mikroorganismen 

3. I I Begrundung fur das Fehlen 7. I I Sequenzprotokolle fur Nucleotide 

' ' der Unterschrifi ' ' und/oder Aminosauren (Diskette) 

□ □ Sonstige r.,«^e/„ «,#V/,,.«A- 

Nr, VI kennzeichnen): 



Abbildung Nr. 



der Zeichnungen (falls vorhanden) soil mit der Zusammenfassung veroffentlicht werden. 



Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANVVALTS 



Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrifi zu wiederholen, undes ist anzugeben, sofern sich diesntcht eindeutig ausdem Aniro^ 
ergibl, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet 




1. Datum des tatsachiichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 


' 2. Zeichnungen 

1 1 einge- 

1 1 gangen: 

1 1 nicht ein- 
1 1 gegangen: 


3. 


Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 




4. 


Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Artikel 1 1(2) PCT: 




5. 


Vom Anmelder benannie 

Intemationale Recherchenbehorde: ISA / 


6- 1 1 Ubennittlung des Recherchenexemplars bis zur 
1 1 Zahlung der Recherchengebiihr aufgeschoben 



Vom Internationalen Biiro auszufuMen 

Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen Biiro: 



Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) (Januar 1994; Nachdmck Januar 1996) Sielie Anmerkungen zu dieser?! Antragsfonmthir 



wo 97/06419 

PATENT COOPERATION TREATY pct,ep96/03330 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE 
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL 
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES 

(PCT Rule 47.1(c), first sentence) 


To: 

TETZNER, viiknnarAnvvaltskanziei 

_ Van-Gogh-Sjrasse 3 Df T^t-ner " 
D-81479 Mudichen 

ALLEMAGNEBng. 2 7. FtS. 1937 
Frist 




Date of mailing (day/mo nth/year) 
20 February 1997 (20.02.97) 


Applicant's or agent* s file reference 
RSG 8379 WO 


IMPORTANT NOTICE 


International application No. International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 

PCT/EP96/03330 29 July 1996 (29.07.96) 03 August 1995 (03.08.95) 


Applicant 

RAYTEK GMBH eta! 



1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application 
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice* 
CN,GB,JP,US 



In accordance wrth Rule 47.1 (c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that 
the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy 
of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s). 

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time: 

None 



The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the 
applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1 (a-bis)). 

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 
20 February 1997 (20.02.97) under No. WO 97/06419 



REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31{2)(a) and Rule 54.2) 

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority 
date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary 
Examinmg Authority before the expiration of 19 months from the priority date. 

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit. 

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the 
right to file a demand for international preliminary examination. 



REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1)) 

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months 
or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office. 

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase see the 
Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide. 



The International Bureau of WlPO 
34, chemin des Colombettes 
121 1 Geneva 20, Switzerland 



Facsimile No. (41-22) 740.14.35 



Form PCT/IB/308 (July 1996) 



Authorized officer 

J. Zahra 

Telephone No. (41-22) 730.91.11 



1409180 



VERTRA^jBER DIE INTERNATIOiNALratlSAMMEiNARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 
(Artikel 1 8 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aklenzeichen des Anmelders oder AnwaJts 

RSG 8379 WO 


WITITFRFS siehe Mitteilung uber die (Jbermiulung des intern alio naien 

^ Recherchenberichts (Formblatl PCT;ISA/220) sowie, soweii 
VORGEHEN zutrefTend, nachstehender Punkl 5 


Internationales Aklenzeichen 

PCT/EP 96/03330 


[nlernationales Anmeldedalum 
(TaglMonatiJahr) 

29/07/1996 


(Friihestes) Priori tatsdalum f TagiMonadJahr) 

03/08/1995 


Anmelder 

RAYTEK GMBH et al . 



Dieser internationaJe Recherchenbericht wurde von der InlernationaJen Recherchenbehorde ersleHt und wird dem Anmelder gemaii 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internalionalen Buro ubermittelL 



Dieser internationaJe Recherchenbericht umfaCt insgesamt _4 Blatter. 

[y^ Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Sland der Technik bei. 



1. I I Bestimmte Anspriiche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

2. Q Mangelnde Etnheitlichkeit der Erftndung (siehe Feld II). 



I I In der iniernationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nudeotid- und/oder Aminosauresequenz offenbart; die internationale 
— Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprctokolls durchgefuhrt, 

I I das zusammen mil der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

I I das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

I I dem jedoch keine Erklarung beigefugt war, dafi der Inhalt des Proiokolls nichl uber den 
— Offcnbarungsgehalt der iniernationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehi. 



I I das von der Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemafie Form uberlragen wurde. 

4. Hinsichllich der Bezeichnung der Erfindung 

I )( I wird der vom Anmelder eingereichle Worllaul genehmigt. 
I I wurde der Worllaul von der Behorde wie folgt festgesetzL 



5. Hinsichllich der Zusammenfassung 

I I wird der vom Anmelder eingereichle Worllaul genehmigt. 

wurde der Worllaul nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 
feslgeselzl. Der Anmelder kann der Iniernationalen Recherchenbehorde innerhalb eines Monals nach 
dem Dalum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichis eine Sicllungnahme vorlegen. 



6. Foigende Abbildung der Zeichnungen ist mil der Zusammenfassung zu veroffenllichen: 

Abb. Nr. \ wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der .A.bb. 

fx] weil der Anmelder selbsl keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil dicse Abbildung die Erfindung besser kennzeichnel. 



Formblall PCT/ISA.liO (Biaii 1) (Juli 1992) 



INTERNATIONALER RECHEKCHENBERICHT 



Inter nation ales Aklenzeichen 

PCT/EP 96/03330 



Feld 111 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Portsetzung von Punkt 5 auf Blatt I) 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Temperaturmessung , 
Die von einem Messfleck (2a) auf einem Messobjekt (2) ausgehende 
Warmestrahlung wird durch ein optisches System (4) auf einen 
Detektor (1) abgebildet. Es ist ferner eine Visiereinrichtung (5) 
mit einer diffraktiven Optik (5b) vorgesehen, durch. die eine 
Lichtintensitatsvertei-lung (6) erzeugt wird, die der Lagen und 
Grosse des Messf leeks auf dem Messobjekt entspricht. 



Formblall PCT;iSA,*2lO (Fortsetzung von Blatt 1 (2))(JuIi 1992) 



i 



INTERN ATI ONi^R RECHERCHENBERICHT 



IRmauonalcs Aklcnzeichcn 

PCT/EP 96/0333G 



A K.LASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNCSGECENSTANDES 

IPK 6 G01J5/O8 



Kach dcr Intcmationalcn Patcnlklassifikation (IPK) odcr nach der nationalen KJaggfikadon and dcr IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchicrtcr Mindcstpriifstoff (Klassifikatiomsysiem und KJassiftlLationssymbole ) 

IPK 6 GOIJ 



Rcchcrchicrte abcr nichl zum Mindejtlprufstoff gchorcnde VcroffcnOichungcn, sowcit dicsc untcr dic.rcchcrchiertcn Gcbi etc fallen 



Wahrcnd der intcmationalcn Recherche konsulticrte elektronischc Datenbank (Name dcr Datcnbank und c\tl. verwcndcic SuchbegrifTe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Katcgorie" Bczcichnung dcr Vcroffcntlichiing, sowcit crfordcrlich unter Angabe dcr in Betracht kommcndcn Tcilc 



Bctr. Anspruch Nr. 



DE,C,37 10 486 (TESTOTERM MESSTECHNIK 
GMBH) 4. August 1988 
siehe Spalte 2, Zeile 35 - Zeile 51; 
Anspruch 1; Abbildung 1 

US, A, 4 494 881 (EVEREST CHARLES E) 
22.Januar 1985 

siehe Spalte 7, Zeile 29 - Zeile 49; 
Abbildungen 1-3 

EP,A,0 458 200 (HORIBA LTD) 27. November 
1991 

siehe Spalte 3, Zeile 30 - Spalte 5, Zeile 
20; Abbildung 1 

-/-- 



1.2,12 



Wciterc Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
cntnehnnen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



• Bcsondcrc Katcgorien von angegebcncn Veroffentlichungen 
'A' Veroffentlichung, die den allgemeincn Stand der Technik definiert, 
aber nicht al.s bcsondcrs bedcuLsam anzasehen ist 

"E' altcrc.^ Dokument, das jcdoch erst am odcr nach dem international en 
Anmeldedatum veroffenllicht wordcn isl 

"L' Veroffentlichung, die gecignct ist, cincn Priori taLsampruch zweifclhaft cr- 
.scheincn zu lass en, odcr durch die das Veroffcntlichungsdatum cincr 
anderen im Recherchenbcricht genannten Veroffentlichung bclegt wcrden 
soil Oder die aas cincm anderen besondcrcn Grund angcgcbcn ist (wic 
ausgcfuhn) 

'O' Veroffentlichung, die sich auf cine miindlichc Offenbarung, 

cine Bcnutzung, einc Ausstellung odcr andcre MaBnahmcn bczieht 

'P' Veroffentlichung, die vor dem international en Anmeldedatum, abcr nach 
dem bcanspruchtcn Priori tatsdatum veroffenllicht wordcn ist 



'T' Spatcre Veroffentlichung, die nach dem intcmationalcn Anmeldedatum 
Oder dem Priori tatsdatum veroffenllicht wordcn ist und mil der 
Anmcldung nicht kollidiert, sondem nur zumVcn:tandnis dcs der 
Erfmdung zugrundcliegenden Prinzips oder der ihr zugrundelicgcndcn 
Theorie angcgeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedcutung; die bcanspruchtc Erfindung 
kann allcin aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfindcrischcr Tatigkcit beruhend bctrachlet wcrden 

'Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die bcanspruchtc Erftndung 
kahn nichl als auf crfinderischcr Tatigkcit beruhend bctrachlet 
wcrden, wcnn die Veroffentlichung mil cincr odcr mehrcren anderen 
Veroffentlichungen dieser Katcgorie in Verbindung gcbrachi wird und 
dicsc Verbindung fur cincn Fachmann nahelicgcnd isl 

■&' Veroffentlichung, die Mitglicd dcrsclbcn Patentfamilie ist 



Datum dcs Abschlusscs dcr intcmationalcn Recherche 



27. November 1996 



Name und Postanschrift der Internationale Rccherchcnbehordc 
Europai-schcs Palenlamt, P.B. 5818 PalcnUaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. ( ^ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: ( r 31-70) 340-3016 



Absendedatum des intemationalen Rechcrchcnberichts 



.13. 12. 98 



Bcvollmachtigtcr Bedienstetcr 



Navas Montero, E 



Formbim PCT/ISA*2I0 (Blall 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONi 



[R RECHERCHENBERICHT 



hi 



Remadonalcs Aktcnzctchen 

PCT/EP 96/03330 



C^Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Katcgoric* 


Bczcichnung der VerdrfenUichung, sowdt erforderlich unter Angabc dcr in Betracht kommenden Tdle 


Betr, Aaspruch Nr. 



DE,A,36 03 464 (WEINERT E MESSGERAETEWERK) 
le.Oktober 1986 

siehe Seite 4, Zeile 23 - Seite 5, Zeile 
25 

siehe Seite 7, Zeile 5 - Zeile 18; 
Abbildung 2 

US, A, 5 368 392 (HOLLANDER MILTON B ET AL) 

29. November 1994 

in der Anmeldung erwahnt 

siehe Spalte 5, Zeile 3 - Spalte 7, Zeile 

41; Abbildungen 2,3,5,10 



1,4,10 



FormbUu PCT/ISA.'210 {Fortseuung von Blait 2) (Juli 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONi^pR RECHERCHENBERICHT 

Angabcn zu VcroffcnUichungen, die zur selben Patcnlfamilic gchorcn 



Ip. 



ttmationalcs Aktcnzcichcn 

PCT/EP 96/03330 



Im Recherchenbericht 
angeftihrles Patenldokument 



Dalum der 
Veroffenllichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Daium der 
Veroffenllichung 



DE-C-3710486 


04-08-88 


FR-A- 
GB-A,B 

JP-A- 


2613483 
2203537 


07-10-88 
19-10-88 

O 1 in QQ 


US-A-4494881 


22-01-85 


KEINE 






EP-A-0458200 


27-11-91 


DE-D- 
DE-T- 
US-A- 


69102941 
69102941 
5172978 


25-08-94 
23-03-95 
22-12-92 


DE-A-3603464 


16-10-86 


GB-A,B 


2173297 


08-10-86 


US-A-5368392 


29-11-94 


CA-A- 
EP-A- 
US-A- 


2114806 
0644408 
5524984 


18-03-95 
22-03-95 
11-06-96 



Formblatl PCT/ISA.-210 (Aiihang Patentfamitie)(Juli 1992) 



PCX 




WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 
IniemaiionaJes BOro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG OBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentkiassifikadon ^ 
GOIJ 5/08 



Al 



(11) Intemationaie VerdfTentiichungsnununer: WO 97/06419 

20. Febmar 1997 (20.02.97) 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatuni : 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP96/03330 

(22) Internationales Anmeldedatum: 29. Juli 1996 (29.07.96) 



(30) Prioritatsdaten: 
195 28 590.5 



3. August 1995 (03.08.95) 



DE 



(71) Anmelder (Jur alle Bestimmungsstaaten ausser US): RAYTEK 

GMBH [DE/DE]; Arkonastrasse 45-49. D- 13 189 Berlin 
(DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur Jur US): SCHMIDT, Volker [DE/DE]; 
Zerberstrasse 56. D- 12209 Berlin (DE). 



(74) Anwalte: TETZNER, Volkmar usw.; Van-Gogh -Strasse 3, D- 
81479 MUnchen (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: ON. GB. JP. US. 



Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 

Vor Ablaufder Jur Anderungen der Anspruche zugelassenen 

Frist Verdffentlichung wird wiederholt Jails Anderungen 

eintreffen. 



(54) TiUe: TEMPERATURE-MEASUREMENT INSTRUMENT WITH DIFFRACTTVE OPTICS 
(54) Bezeichnimg: VORRICHTUNG ZUR TEMPERATURMESSUNG 



5 




(57) Abstract 

The temperature-measurement instrument proposed uses an optical system (4) to produce an image, on a detector (1), of the IR 
radiation emitted by a measurement point (2a) on the object (2) whose temperature is to be measured. The instniment also includes a sight 
(5) with diffractive optics (5b) which produces a light-intensity distribution panem (6) indicating the position and size of the measurement 
point on the object. 
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PCT/EP96/03330 
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Vorrichtiunq zur Temperaturniessuna 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Temperatur- 
5 messung entsprechend dem Oberbegriff des Anspruches l. 

Derartige, aus der Praxis bekannte Vorrichtungen zur 
beriihrungslosen Temperaturmessung enthalten einen De- 
tektor zum Empfang einer von einem Mefifleck auf einem 
MeBobjekt: ausgehenden Warmestrahlung, ein optisches Sy- 
stem zur Abbildung der vom MeBfleck ausgehenden Warme- 
strahlung auf den Detektor sowie eine Visiereinr ichtung 
zur Kennzeichnung der Lage und GroBe des Me3f leeks auf 
dem Me3objekt mittels sichtbarem Licht. Mit dem Detek- 
tor steht ferner eine weiterverarbeitende Einrichtung 
in Verbindung, die das Detektorsignal in eine Tempera- 
turanzeige umrechnet . 

Das optische System wird dabei so ausgestaltet , daB in 
einer bestimmten Meftentf ernung zu einem gro3en Teil nur 
Warmestrahlung von einer bestimmten Flache des MeBob- 
jekts, namlich dem sog. MeBfleck, auf den Detektor fo- 
kussiert wird. In den meisten Fallen wird die GroBe des 
MeBfleckes durch die Flache definiert, aus der 90 % der 
auf den Detektor fokussierten Warmestrahlen treffen. Es 
sind jedoch auch Anwendungsf alle bekannt, bei denen man 
sich auf Werte zwischen 50 % und 100 % bezieht. 

Der Verlauf der Abhangigkeit der GroBe des MeBfleckes 
30 von der MeBentf ernung hangt von der Gestaltung des op- 

tischen Systems ab. Man unterscheidet grundsatzlich 
zwischen Fernf okussierung und Nahf okussierung . Bei der 
Fernf okussierung bildet das optische System den Detek- 
tor ins Unendliche und bei der Nahf okussierung auf die 
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Fokusebene ab. Im Falle der Fernf okussierung hat man es 
mit einem linear mit der MeBentfernung wachsenden MeB- 
fleck 2u tun, bei der Nahfokussierung wird der MeBfleck 
sich zunachst mit der MeBentfernung verkleinern und 
nach der Fokusebene wieder vergroBern, falls die freie 
Apertur der Optik groBer ist als der MeBfleck in der 
Fokusebene. Ist der MeBfleck in der Fokusebene groBer 
als die freie Apertur des optischen Systems, vergroBert 
sich der MeBfleck mit der MeBentfernung auch vor der 
Fokusebene. Nur der Anstieg der MeBf leckgroBe ist vor 
der Fokusebene geringer als danach. 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Versuche ge- 
macht, die Lage und GroBe des an sich unsichtbaren MeB- 
fleckes durch Beleuchtung sichtbar zu machen, GemaB der 
JP-A-47-22521 werden eine Vielzahl von Strahlen, die 
von mehreren Lichtquellen stammen, Oder durch Reflexion 
aus einer Lichtquelle. gewonnen werden, entlang den 
Randstrahlen eines fernf okussierten optischen Systems 
auf das MeBobjekt gerichtet. Auf diese Weise kann die 
GroBe und Lage des MeBflecks fiir ein fernf okussiertes 
System durch eine ringformige Anordnung von beleuchte- 
ten Punkten urn den MeBfleck herum sichtbar gemacht wer- 
den. US-A-5, 368 , 392 beschreibt verschiedene Methoden 
zum Ummalen von MeBflecken durch Laserstrahlen . Dazu 
gehort die mechanische Ablenkung von einem oder mehre- 
ren Laserstrahlen sowie die Aufspaltung eines Laser- 
strahls durch einen Strahlteiler oder eine Faseroptik 
in mehrere Einzelstrahlen , die den MeBfleck umgeben. 

Aus der Praxis ist ferner ein Visiersystem .bekannt, das 
zwei Laserstrahlen zur Beschreibung der MeBf leckgroBe 
benutzt. Dieses System benutzt zwei divergierende vom 
Rand des optischen Systems ausgehende Strahlen zur Cha- 
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rakterisierung eines f ernf okussierten Systems und zwei 
sich im Fokuspunkt kreuzende Laserstrahlen zur Charak- 
terisierung eines nahf okussierten optischen Systems. 



5 Alle bekannten Visiereinrichtungen sind entweder nur 

fur eine bestimmte MeBentfernung brauchbar oder erfor- 
dern einen relativ hohen Justageaufwand und sind oft- 
mals sehr teuer. 

10 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die 

Vorrichtung zur Temperaturmessung gemaB dem Oberbegriff 
des Anspruches 1 dahingehend weiterzuentwickeln , daB 
eine einfache, entf ernungsunabhangige Kennzeichnung der 
Lage und GroBe des MeSfleckes ermoglicht wird. 

15 

Diese Aufgabe wird erf indungsgema/S durch das kennzei- 
chenende Merkmal des Anspruches 1 gelost, in dem die 
Visiereinrichtung eine . dif f raktive Optik zur Erzeugung 
einer Licht intensitatsverteilung aufweist, mit der die 
20 Lage und GroBe des Me/3flecks auf dem MeBobjekt sichtbar 

gemacht werden kann. 

Eine dif f raktive Optik ist ein optisches Element, des- 
sen Funktion hauptsachlich auf der Beugung von Licht- 

25 wellen beruht. Zur Erzeugung der Beugung sind in dem 

optischen Element transversale Mikrostrukturen vorgese- 
hen, die beispielsweise aus einem Oberf lachenprof il 
Oder einem Brechungsindexprof il bestehen konnen. Dif- 
f raktive optische Elemente mit einem Oberf lachenprof il 

30 sind auch als sog. holograf ische Elemente bekannt. Die 

Oberf lachenmuster werden beispielsweise durch Belich- 
tung von Fotoresist-Schichten und anschlieBendem Atzen 
hergestellt. Ein solches Oberf lachenprof il laBt sich 
auch durch Galvanisieren ; in einen Prage-Druckstock um- 
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wandeln, mit dem in erwarmte Plastikf olien das Holo- 
gramm-Prof il iibertragen und vervielf altigt warden kann. 
Somit lassen sich preiswert aus einem Hologranun-Druck- 
" stock viele holograf ische Elemente herstellen. 

5 

Das Muster der diffraktiven Optik entsteht durch Inter- 
ferenz einer Gegenstandswelle mit einer Ref erenzwelle • 
Verwendet man beispielsweise als Gegenstandswelle eine 
Kugelwelle und als Ref erenzwelle eine ebene Welle, ent- 

10 steht eine Intensitatsverteilung in der Bildebene, die 

sich aus einem Punkt in der Mitte (0, Ordnung) , einem 
ersten intensiven Kreis (erster Ordnung) und weiteren 
weniger intensiven Kreisen grofierer Durchmesser (hohere 
Ordnungen) zusammensetzt . Durch Ausblenden der 0-ten 

15 und der hoheren Ordnungen laBt sich ein einzelner Kreis 

herausf iltern . Durch andere Gegenstandswellen laBt sich 
eine Vielzahl anderer Intensitatsverteilungen herstel- 
len, die nachfolgend anhand einiger Ausf iihrungsbei- 
spiele naher erlautert werden, 

20 

Ublicherweise liegen etwa 80 % der von der Lichtquelle 
ausgehenden Energie in den von der diffraktiven Optik 
erzeugten Mustern. Die restliche Energie wird innerhalb 
und auBerhalb des Me3fleckes verteilt. 

25 

Die erzeugte Lichtintensitatsverteilung kann beispiels- 
weise durch eine kreisr ingf ormige , den MeCfleck ein- 
schlieBende, oder eine kreuzformige Markierung gebildet 
werden. 



Eine derartige Vorrichtung ist zudem preiswert her- 
stellbar und erfordert lediglich einen geringen Justa- 
geauf wand . 
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Weitere Ausgestaltung der Erfindung sind Gegenstand der 
Unteranspriiche und warden im folgenden anhand der Be* 
schreibung einiger Ausf iihrungsbeispiele und der Zeich- 
"nuhg naher eriautert. 

5 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig.l eine scheinatische Darstellung einer 

erf indungsgemaBen Vorrichtung zur Tera- 
10 peraturmessung gemaS einem ersten Aus- 

f uhrungsbeispiel ; 

Fig, 2a bis 2g schmematische Darstellungen verschie- 

dener Lichtintensitatsverteilungen zur 
15 Kennzeichnung der Lage und GroBe des 

MeBf leeks. 

Fig. 3 eine scheinatische Darstellung einer 

erf indungsgemaBen Vorrichtung zur Tem- 
20 peraturmessung gemaB einem zweiten 

Ausf uhrungsbeispiel ; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer 

erf indungsgemaBen Vorrichtung zur Tem- 
25 peraturmessung gemaB einem dritten 

Ausf uhrungsbeispiel ; 

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer 

erf indungsgemaBen Vorrichtung zur Tem- 
30 peraturmessung gemaB einem vierten 

Ausf uhrungsbeispiel , 
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Fig.l zeigt ein erstes Ausf iihrungsbeispiel einer erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung zur Temperaturmessung, enthal- 
tend _ _ _ - - _ 



a) einen Detektor 1 zum Empfang einer von einem MeB- 
fleck 2a eines MeBobjektes 2 ausgehenden Warmestrah- 



b) ein optisches System 4 zur Abbildung der vom MeB- 
fleck 2a ausgehenden Warmestrahlung auf den Detek- 



c) sowie eine Visiereinrichtung 5 zur Kennzeichnung der 
Lage und Gro3e des MeBflecks 2a auf dem MeBobjekt 4 
mittels sichtbarem Licht 6. 

Die Visiereinrichtung 5 besteht im wesentlichen aus ei- 
ner Lichtquelle 5a, einer beispielsweise durch ein ho- 
lografisches Element 5b gebildeten diffraktiven Optik 
und einem zusatzlichen brechenden und/oder re- 
f lektierenden optischen Element 5c. Die Lichtquelle 5a 
sendet eine Ref erenzwelle 6a auf das holograf ische Ele- 
ment 5b, wobei ein sich kegelf ormig of fnendes Holo- 
gramm 6b entsteht, das durch das opt ische Element 5c so 
umgeformt wird, dai3 es eine Intensitatsverteilung 6c 
bildet, die die Lage und GroBe des Me3f leeks 2a iiber 
alle MeBentf ernungen beschreibt. 

Als Lichtquelle 5a zur Erzeugung der Ref erenzwel le wird 
zweckmaBigerweise ein Laser verwendet. Es ist jedoch 
auch moglich, eine Halbleiter-Leuchtdiode oder eine 
thermische Lichtquelle einzusetzen. Bei Benutzung einer 
thermischen Lichtquelle wird zweckmaBigerweise ein Fil- 
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ter vorgesehen, urn die chromatischen Fehler zu verrin- 
gern . 

Das optische System 4 wird durch einen dichroitischen 
Strahlteiler 4a und eine Inf rarotlinse 4 b gebildet. 
Die vom Me5fleck 2a ausgehende Warmestrahlung 3 gelangt 
zunachst auf den Strahlteiler 4a der, die Warme- 
strahlung, d.h. die Inf rarotstrahlung, urn 90 ^ umlenkt 
und der Inf rarotlinse 4b zufiihrt. 

Nachdem der Strahlungsteiler 4a zwangslaufig im Strah- 
lengang der Visiereinrichtung 5 liegen muB, ist dieser 
als dichromatischer Strahlteiler ausgebildet, der fur 
die vom MeBfleck 2a ausgehende Warmestrahlung reflek- 
tierend und fur das sichtbare Licht der Visiereinrich- 
tung 5 durchlassig ist. 

Die GroBe der zu erzeugenden Markierung hangt im we- 
sentlichen von zwei Parametern ab, namlich der MeBent- 
fernung und der gewiinschten MeBgenauigkeit . Die MeB- 
genauigkeit ergibt sich aus dem Prozentsatz der vom 
MeBfleck ausgehenden und auf den Detektor fokussierten 
Strahlen. Man kann die Flache des MeBf leeks beispiels- 
weise dadurch definieren, daB 90 % der ausgehenden 
Strahlung auf den Detektor gelangt. Je nach Anwendungs- 
fall kann dieser Prozentsatz jedoch auch verandert wer- 
den . 

Um sicherzustellen, daB in jeder MeBentf ernung die er- 
zeugte Markierung zur Kennzeichnung des MeBflecks die 
richtige GroBe fur die gewunschte MeBgenauigkeit auf- 
weist, ist das optische Element 5c vorgesehen, das auf 
das optische System 4 abgestimmt ist. 



wo 97/06419 PCT/EP96/03330 



- 8 - 

Die Fig. 2a bis 2g zeigen Lichtintensitatsverteilungen, 
wie sie auf dem MeBobjekt 2 zur Kennzeichnung des MeB- 
f leeks 2a hervorgeruf en werden konnen. Die Fig. 2a bis 
- - 2d zeigen kreisringf ormige Markierungen , die den MeB- 
5 fleck 2a im wesentlichen ummalen. Die Markierungen kon- 

nen dabei wie in den Fig. 2a und 2c als geschlossener 
Kreisring 3a oder in den Fig •2b und 2d als unterbroche- 
ner Kreisring 3b ausgestaltet sein. Dabei kann es auch 
zweckmaBig sein, die Mitte des MeBf leeks durch eine 
10 weitere, beispielsweise punktf onaige Markierung 3c dar- 

zustellen . 



In den Fig.2e und f sind die Lichtintensitatsverteilun- 
gen als kreuzf ormige Markierungen 3d bzw. 3e darge- 
15 stellt. Der Kreuzungspunkt stellt dabei die Mitte und 

die vier Eckpunkte die auBeren Begrenzungen des MeB- 
flecks 2a dar. 



Eine sehr zweckmaBige Lichtintensitatsverteilung ist in 
20 Fig.2g in Form von mehreren konzentrischen Kreisen 3f, 

3g, 3h dargestellt. Jeder Kreis stellt dabei einen Be- 
reich des MeBf leeks 2a dar, aus dem ein bestimmter 
Prozentsatz der Energie der empfangenen Warmestrahlung 
stammt. So konnte beispielsweise der innere Kreis 3f 
25 fur den Bereich des MeBflecks stehen, aus dem 90 % der 

Energie stammt, die auf den Detektor trifft. Der zweite 
Ring 3g steht fur einen Energiewert von 95 % und der 
dritte Ring 3h wurde einem Energiewert von 99 % ent- 
sprechen. Mit Hilfe einer derartigen Lichtintensitats- 
30 verteilung kann der Benutzer erkennen, mit welcher Ge- 

nauigkeit er MeBobjekte bestimmter GroBe messen kann. 



In Fig- 3 ist eine weitere erf indungsgemaBe Vorrichtung 
zur Temperaturmessung dargestellt. Dabei wurden fiir 
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gleiche Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet. 
Dieses zweite Ausf iihrungsbeispiel unterscheidet sich 
von ersterem im wesentlichen durch seine Ausgestaltung, 
des optischen Systems 4 und des optischen Elementes 5'c 
5 der Visiereinrichtung 5. Das optische Element 5'c ist 

in Fig. 3 als ringformige Linse ausgebildet und ist dem- 
nach zur Erzeugung einer der Lichtintensitatsvertei- 
lungen geina/3 den Fig. 2a bis 2d ausgelegt. Die Infrarot- 
linse 4'b ist so angeordnet, daB sie von der ringformi- 
10 gen Linse 5'c umgeben wird. Der Detektor 1 ist dann 

zwischen holograf ischem Element 5b und der Infrarot- 
linse 4'b vorgesehen. 

Eine derartige Anordnung hat den Vorteil, da5 auf einen 
15 Strahlteiler verzichtet werden kann. Man mu3 jedoch 

eine etwas kompliziertere Befestigung des Detektors in 
Kauf nehmen, da hierdurch nicht das sich kegelformig 
offnende Hologramm 6b beeintrachtigt werden darf. 

20 In dem in Fig. 4 dargestellten dritten Ausf iihrungsbei- 

spiel wird das Problem der Halterung des Detektors 1 
dadurch umgangen, daJ3 zwischen holograf ischem Ele- 
ment 5b und der Anordnung aus ringformiger Linse 5c und 
Inf rarotlinse 4'b der Strahlteiler 4 'a vorgesehen ist. 

25 Die vom Me/Bfleck 2a ausgehende Warmestrahlung wird so- 

mit zunachst von der Inf rarotlinse 4'b auf den Strahl- 
teiler 4 'a fokussiert und dort um 90 ° auf den Detek- 
tor 1 abgelenkt. 

30 Wahrend alle bisher beschr iebenen Ausf uhrungsbeispiele 

f ernf okussierte Systeme betrafen, wird in Fig. 5 ein 
Ausfuhrungsbeispiel gezeigt, bei dem der MeBfleckver- 
lauf eines nahf okussierten Systems mit Hilfe einer dif- 
fraktiven Optik sichtbar gemacht werden kann. Die MeB- 
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ebene, d.h. das Me/3objekt 2 liegt hier direkt in der 
Fokusebene des optischen Systems 4. In der Zeichnung 
sind jeweils zwei das Inf rarotstrahlenbiindel begren- 
zende Strahlen 3i, 3k dargestellt. Der Strahl 3i ver- 
5 lauft vom oberen Rand der Inf rarotlinse 4'b zum oberen 

Rand des MeBf leeks 2a bzw. vom unteren Rand der 
Inf rarotlinse 4'b zum unteren Rand des MeBf leeks. Der 
Strahl 3k verlauft hingegen zum unteren Rand der Infra- 
rotlinse 4'b zum oberen Rand es MeBf leeks 2a bzw. vom 
10 oberen Rand der Inf rarotlinse 4'b zum unteren Rand des 

MeBf leeks. 



Das optisehe Element 5'c der Visiereinrichtung 5 ist so 
ausgelegt, daB zwei Intensitatskegel 6d und 6e entste- 
15 hen, die im wesentlichen dem Verlauf der Randstrahlen 

3k und 3i folgen. Dabei beschreibt der Intensitatskegel 
6e die Gro3e des MeSflecks bis zur Fokusebene und der 
Intensitatskegel 6d den divergierenden MeSfleek nach 
der Fokusebene. 

20 

Ein Naehteil dieser Ausf iihrungsf orm besteht darin, daB 
der Intensitatskegel 6d innen am Randstrahl 3k ver- 
lauft, wahrend der Intensitatskegel 6e auBem am Rand- 
strahl 3i verlauft. Dureh eine andere Gestaltung des 
25 breehenden und/oder ref lektierenden optischen Ele- 

ments 5'e laBt sich dieser Naehteil jedoeh beheben. 

Bei dem Ausf iihrungsbeispiel gemaB Fig. 5 konnte die 
Lichtintensitatsverteilung zweckmaBigerweise durch zwei 
30 kreisf ormige , konzentr ische Markierungen gebildet war- 

den, wobei die eine kreisformige Markierung den zwi- 
schen dem optischen Element 5'c und der Fokusebene lie- 
genden MeBfleck und die andere Markierung den - vom op- 
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tischen Element aus gesehen - hinter der Fokusebene 
liegenden MeBfleck kennzeichnet . 
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Patenlianspruche 



1- Vorrichtung zur Temperaturmessung enthaltend 

5 a) einen Detektor (1) zum Empfang einer von einem 

Me5fleck (2a) auf einem MeBobjekt (2) ausgehen- 
den Warmestrahlung (3), 

b) ein optisches System (4) zur Abbildung der vom 
10 Me/3fleck ausgehenden Warmestrahlung auf den De- 
tektor (1) 

c) sowie eine Visiereinrichtung (5) zur Kennzeich- 
nung der Lage und GroBe des Mei3f leeks (2a) auf 

15 dem MeBobjekt mittels sichtbarem Licht (6) , 

dadurch gekennzeichnet , daB 

d) die Visiereinrichtung (5) eine diffraktive Optik 
20 (holograf isches Element 5b) zur Erzeugung einer 

Lichtintensitatsverteilung auf weist . 



2, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Visiereinrichtung (5) ferner wenigstens ein 
zusatzliches , brechendes und/oder ref lektierendes 
optisches Element (5c, 5'c) aufweist. 



3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die diffraktive Optik durch ein holograf isches 
30 Element (5b) gebildet wird. 



4. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine derartige Ausgestaltung der diffraktiven Optilc, 
daB die Lichtintensitatsverteilung auf dem MeBobjekt 
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(2) eine kreisringf ormige Markierung (3a; 3b) bil- 
det. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , 
5 daB die Lichtintensitatsverteilung durch wenigstens 

zwei kreisf ormige, konzentrisch zueinander angeord- 
nete Markierungen (3f, 3g, 3h) gebildet wird. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
i.O zeichnet, da/3 die Lichtintensitatsverteilung zusatz- 

lich eine die Mitte des MeBflecks darstellende wei- 
tere Markierung (3c) aufweist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
15 eine derartige Ausgestaltung der diffraktiven Optik, 

da3 die Lichtintensitatsverteilung auf dem MeBobjekt 
(2) eine kreuzf ormige Markierung (3d, 3e) bildet. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
20 daB die kreisringf ormigen, konzentrischen Markierun- 
gen jeweils einen Bereich des MeBflecks (2a) kenn- 
zeichnen, aus dem ein bestimmter Prozentsatz der En- 
ergie der empfangenen Warmestrahlung stammt, 

25 9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 

daB das optische Element (5'c) eine Fokusebene auf- 
weist, wobei die eine kreisf ormige Markierung den 
zwischen dem optischen Element und der Fokusebene 
liegenden MeBfleck (2a) und die andere Markierung 

30 den - vom optischen Element aus gesehen - hinter der 

Fokusebene liegenden MeBfleck kennzeichnet . 



10, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Visiereinr ichtung eine Lichtquelle (5a) , 
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insbesondere einen Laser, zur Bestrahlung der dif- 
fraktiven Optik (4) aufweist, 

11, Vorrichtung anch Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
5 daii im Strahlengang der Visiereinrichtung (5) ein 

Strahlteiler (4a, 4 'a) angeordnet ist, der fiir das 
sichtbare Licht (6) durchlassig ist und fiir die vom 
Mefiobjekt ausgehende Wannestrahlung (3) reflektie- 
rend wirkt. 

10 

12. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 
daB das optische Element als Ringlinse (5'c) und das 
optische System (4) als Inf rarotlinse (4'b) ausge- 
bildet ist, wobei die Ringlinse um die Inf rarotlinse 

15 angeordnet ist. 



13 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
da3 der Strahlteiler (4a) zwischen optischem Element 
(5c) und dem Me3objekt (2) angeordnet ist. 

20 

14, Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 
daB der Strahlteiler (4 'a) zwischen diffraktiver Op- 
tik (4) und dem zusatzlichen optischen Element (5'c) 
angeordnet ist. 
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5 . _ The object of the invention is- to permit simple 
identification of the spot to be measured 
irrespective of the distance. 

6. This object is achieved in that a diffractive lens 
system, preferably a holographic element, is used. 
The diffractive lens system produces the desired 
light intensity distribution for identifying the 
spot to be measured. This approach is not suggested 
by the cited prior art, since the known devices tend: 
to use mechanically complicated deflection systems 
or simple diaphragm systems. 

7. The dependent claims concern advantageous 
developments of the device of claim 1. 
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Vm. Certain observations on the international application 

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fiilly 
supported by the description, are made: 

1. Claim 1, feature d) defines a "diffractive lens 

- - - - system- (holographic element (5b)')~" It ~is not clear 
whether the holographic element is also claimed as a 
preference, for example, or whether it is intended 
only as a reference sign. Since claim 3 clearly 
claims a holographic element, claim 1 has been 
interpreted to mean that here a holographic element 
is only claimed "preferably" . 

2. The JP patent cited on page 5 should probably be JP- 
A-57 22 521. 
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